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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 30: Préconditionnement des composants pour montage
en surface non hermétiques avant les essais de fiabilité

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités i

organisations |nternat|ona|es gouvernementales et non gouvernel
également aux travaux La CEIl collabore étroitement avec IOr G

ationaux de la CEIl s'engagent, dans toute la
Jublications de la CEl dans leurs publications
2§ Publications de la CEIl et toutes publications
jguées en termes clairs dans ces derniéres.

5) La CEI n'a prév € ¢ \ age valant indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité p@ 5Qui 5 5 5 Cor

6) Tous les utilisateu
a ses admmlstrateurs employes auxmalres ou
e’causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre

soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
ant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de

I’objet de droits de™propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60749-30 a été établie par le comité d'études 47 de la CEl:
Dispositifs a semi-conducteurs.

Cette premiére édition annule et remplace la CEI/PAS 62182 publié en 2000 et constitue une
révision technique.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

47/1790/FDIS 47/1798/RVD

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote
ayant abouti a I'approbation de cette norme.
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2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 30: Preconditioning of non-hermetic surface mount devices
prior to reliability testing

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization fo dization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). o promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the e{ectrica and onicXields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International 3 i pegifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and i ¢ to as
“IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical comny ;N atiofal Committee
interested in the subject dealt with may participate in this preparatdrirxwoxk. K i gbvernmental and
non-governmental organizations liaising with the IEC also partictpate M thi . |IEC collaborates
closely with the International Organization for Standardization ¢S i S ith gonditions determined
by agreement between the two organizations.

The formal decisions or agreements of IEC on technical matiers S possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since @at nittee has representation from all
interested IEC National Committees

IEC Publications have the form of recom for internat naI use/ and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasong nsure that the technical content of

IEC Publications is accurate, IEC cannot be
misinterpretation by any end user.

between any IEC Publication and{ng nationalor regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

IEC provides no arklg préc indis approval and cannot be rendered responsible for any
equipment decl ith ublication.

All users should ehs(rg 2 e 5§ edition of this publication.

No liability shall ajtack_to employees, servants or agents including individual experts and
members of its teChnicakcom and |[EC National Committees for any personal injury, property damage or

other damage,. of a vef, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses i t hlication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other

Attention is drawn to e possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
ot be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60749-30 has been prepared by IEC technical committee 47:
Semiconductor devices.

This first edition cancels and replaces IEC/PAS 62182 published in 2000 and constitutes a
technical revision.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47/1790/FDIS 47/1798/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La CEI 60749 comporte les parties suivantes sous le titre général Dispositifs a
semiconducteurs — Méthodes d’essai mécaniques et climatiques:

Partie 1:
Partie 2:
Partie 3:
Partie 4:
Partie 5:
Partie 6:
Partie 7:
Partie 8:
Partie 9:

Partie 10:
Partie 11:
Partie 12:
Partie 13:
Partie 14:
Partie 15:
Partie 16:
Partie 17:
Partie 18:
Partie 19:
Partie 20:

Partie 21:
Partie 22:
Partie 23:
Partie 24

Partie 25:
Partie 26:

Partie 27:

Partie 28:

Partie 29:
Partie 30:

Partie 31:

1A publier

Généralités

Basse pression atmosphérique

Examen visuel externe

Essai continu fortement accéléré de contrainte de chaleur humide (HAST)
Essai continu de durée de vie sous température et humidité avec polarisation

Stockage a haute température

Mesure de la teneur en humidité interne et analyse des<@ gsiduels
Etanchéité

Permanence du marquage

Chocs mécaniques

Variations rapides de température — Méth
Vibrations, fréquences variables
Atmosphére saline

Robustesse des sortie

i-de sensibilité aux décharges électrostatiques (DES) — Modele du corps
humain (HBM)

Essai de sensibilité aux décharges électrostatiques (DES) — Modéle de
machine (MM)

Essai de sensibilité aux décharges électrostatiques (DES) — Modéle de
dispositif chargé (CDM)!

Essai de verrouillage

Préconditionnement des composants pour montage en surface non
hermétiques avant les essais de fiabilité!

Inflammabilité des dispositifs a encapsulation plastique (cas d'une cause
interne d'inflammation)
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This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

IEC 60749 consists of the following parts, under the general title Semiconductor devices —
Mechanical and climatic test methods:

Part 1: General

Part 2: Low air pressure

Part 3: External visual inspection

Part 4: Damp heat, steady state, highly accelerated stress test (HAST)
Part 5: Steady-state temperature humidity bias life test

Part 6: Storage at high temperature

Part 7: Internal moisture content measurement and the analysis o

Part 8: Sealing

Part 9: Permanence of marking

Part 10: Mechanical shock

Part 11: Rapid change of temperature — Two-fluid-bath
Part 12: Vibration, variable frequency

Part 13: Salt atmosphere
Part 14: Robustness of terminations
Part 15: Resistance to soldering tempera ¢ mounted devices
Part 16:
Part 17: Neutron irradiation
Part 18: lonizing radiation
Part 19: Die shear s
Part 20: Resi c
sold@
Part 21: Soldergh
Part 22:
Part 23:
Part 24:
Part 25:
Part 26: strostatjc discharge (ESD) sensitivity testing — Human body model (HBM)
Part 27: Electros
Part 28: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing — Charged device model (CDM)1
Part 29: Latch-up test

d SMDs to the combined effect of moisture and

tic discharge (ESD) sensitivity testing — Machine model (MM)

Part 30: Preconditioning of non-hermetic surface mount devices prior to reliability testing’
Part 31: Flammability of plastic-encapsulated devices (internally induced)
Part 32: Flammability of plastic-encapsulated devices (externally induced)

1 To be published
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Partie 32:

Partie 33:

Partie 34:
Partie 35:

Partie 36:

-8- 60749-30 © CEI:2005

Inflammabilité des dispositifs a encapsulation plastique (cas d'une cause
extérieure d'inflammation)

Résistance a I'humidité accélérée — Autoclave sans polarisation (disponible en
anglais seulement)

Cycles en puissance (disponible en anglais seulement)

Microscopie acoustique pour composants électroniques encapsulés non
hermétiques 2

Accélération constante.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié_avant la date de

maintenance indiquée sur le site web de la CEl sous «http://webstg

* reconduite;
* supprimée;
* remplacée par une édition révisée, ou

e amendée.

h» dans les

O

2 En préparation
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Part 33: Accelerated moisture resistance — Unbiased autoclave
Part 34: Power cycling
Part 35: Acoustic microscopy for non-hermetic, encapsulated electronic components?2

Part 36: Acceleration, steady state.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in
the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

+ replaced by a revised edition, or
*+ amended.

@%
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